


Kraków dnia: 2021-12-03
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]


Sygnatura: KC-zp.272-562/21	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”zestaw do elektronowej mikroskopii skaniningowej (2 mikroskopy) dla WIMiC - KC-zp.272-562/21” – znak sprawy KC-zp.272-562/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest:
	Obowiązkowe wyposażenie dodatkowe

	· napylarka wysokopróżniowa umożliwiająca napylanie węglem i złotem
· Chłodziarka woda-powietrze (szt 2) 230 V, 50/60 Hz 
· Kompresor (szt 2) 230 V, 50/60 Hz 
· Panel sterujący- (szt 2)
· Zasilacz UPS o czasie zasilania min 60min(szt 2) dedykowany do systemu zestawu
· Dodatkowe dwa emitery elektronów i jeden jonów
· Stoliki mikroskopowe na próbki minimum 500 sztuk
· 2 targety platyny


Powyższe zapisy otrzymują nowe brzmienie:
	Obowiązkowe wyposażenie dodatkowe

	· Chłodziarka woda-powietrze (szt 2) 230 V, 50/60 Hz 
· Kompresor (szt 2) 230 V, 50/60 Hz 
· Panel sterujący- (szt 2)
· Zasilacz UPS o czasie zasilania min 60min(szt 2) dedykowany do systemu zestawu
· Opis „Dodatkowe dwa emitery elektronów i jeden jonów” zmieniamy na 
„Dodatkowe dwa emitery elektronów (jeden do SEM i jeden do FIB-SEM) oraz jeden emiter jonów do FIB-SEM”
· Stoliki mikroskopowe na próbki minimum 500 sztuk
· 1 target platyny


W pkt. 22.2.2. SWZ jest:
	2
	Parametry techniczne za zestaw FIB-SEM i SEM
1. Dodatkowe działo elektronowe i jonowe do FIB-SEM oraz dodatkowe działo elektronowe do SEM - 20 pkt 
brak dodatkowych dział FIB-SEM lub SEM  - 0 pkt
2. Mikroskopy umożliwiają jednoczesne obrazowanie przy pomocy wszystkich 3 detektorów wewnątrz kolumnowych przy pojedynczym skanie wiązki – 20 pkt 
 0 pkt gdy którykolwiek z mikroskopów nie umożliwia jednoczesnego obrazowania.


Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
	2
	Parametry techniczne za zestaw FIB-SEM i SEM
1. Mikroskopy umożliwiają jednoczesne obrazowanie przy pomocy wszystkich 3 detektorów wewnątrz kolumnowych przy pojedynczym skanie wiązki – 40 pkt 
 0 pkt gdy którykolwiek z mikroskopów nie umożliwia jednoczesnego obrazowania.


W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do SWZ nowy obowiązujący wzór formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.

KANCLERZ


mgr inż. Henryk Zioło
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